Anmeldung fiir eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 10.09.2009 faxen an
(030) 63 92— 65 01

Name

Vorname Titel

Firma/Einrichtung

Adresse

Telefon Fax

E-Mail

Vortrag L] ja L] nein poster | ja L1 nein

Titel des Vortrages / Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der
Co-Autoren und der zugehérigen Firmen / Einrichtungen bitte beifiigen)

Teilnahmegebiihren

110,00 € bei Uberweisung bis zum 30.09.2009, Studenten 20,00 €
160,00 € bei spdterer Uberweisung an:
IAP e.V. - Konto-Nr. 553 24 86 00 - Deutsche Bank AG Berlin - BLZ 100 700 00

Anmeldung von Ausstellungsflache
[] 4 m2 [ l6me [ Jgme

Miete 60,00 €/m?2 bei Uberweisung bis zum 30.09.2009,
85,00 € bei spdterer Uberweisung.
Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebiihrenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung
zu Vorzugspreisen von 63,00 € fiir ein EZ plus 12,00 € Friihstiick

[ ez [ bz vom bis

Ort, Datum Unterschrift

Veranstalter

VDI/VDE - Gesellschaft Mess-

und Automatisierungstechnik (GMA);

VDI-Bezirksgruppe Adlershof;
Optec Berlin-Brandenburg e.V.;
IAP Institut fiir angewandte
Photonik e.V.;

IfG - Institute for Scientific
Instruments GmbH

FhG-1ZM (Fraunhofer Institut
Zuverldssigkeit und Mikro-
integration), Berlin;

TSB — Technologiestiftung, Berlin
Geschdftsstelle Adlershof;
Bundesanstalt fiir Materialforschung
und -priifung, Berlin;
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt, Braunschweig und Berlin
Technische Universitdt Berlin
WISTA Management GmbH

Organisation
und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ok. A. Weif3 (Organisation)
Tel.: (030) 63 92— 65 09

Fr. Ch. Rabe (Sekretariat IAP e. V.
und IfG GmbH)

Tel.: (030) 63 92— 65 00

IAP Institut fiir angewandte
Photonik e.V.

Rudower Chaussee 29/31

12489 Berlin

Fax: (030) 63 92—6501

E-Mail: info@ifg-adlershof.de

X

Hamburg\$

H

B2/5

Leipzig / Niirnberg

-

Programmkomitee

E. Auerswald, IZM, Berlin

B. Beckhoff, PTB, Berlin

A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
F. Burgdizy, Bruker axs GmbH,
Karlsruhe

W. Daum, BAM, Berlin

J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG,
Duisburg

M. Haschke, Bruker axs
Micoranalysis GmbH, Berlin

A. JanfSen, FH Miinster

B. KanngiefSer, TU Berlin

M. Krumrey, PTB, Berlin

N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin

A. Kharchenko, PANalytical,
Almelo, Niederlande

M. Maiwald, BAM, Berlin

H. Miersch, Spectro GmbH & Co. KG,
Kleve

U. Panne, BAM und
Humboldt-Universitit, Berlin

W. Sandner, Max-Born-Institut Berlin
Th. Schiilein, Bruker axs
Microanalysis GmbH, Berlin

R. Wedell, IAP, Berlin

J. Wiesmann, Incoatec GmbH,
Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter
www.wista.de
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Tagungsankundigung

Fachtagung

Prozessnahe
Rontgenanalytik

26. und 27. November 2009

am WISTA — Wissenschafts-
und Wirtschaftsstandort
Berlin-Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett

Bunsensaal
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin
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Am 26. und 27. November 2009 wird die Fachtagung PRORA
»Prozessnahe Rontgenanalytik« zum 5. Mal am Wirtschafts-
und Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof stattfinden.
Neben der Tagung ist ebenfalls wieder eine begleitende Gerate-
ausstellung vorgesehen, auf der Hersteller ihre neuesten
Produkte prasentieren kénnen.

Ein wichtiger Schwerpunkt der diesjahrigen Tagung wird die
Anwendung der prozessnahen Rontgenanalytik in der Photo-
voltaik sein. Damit wird ein besonders in Deutschland vertrete-
ner, sich dynamisch entwickelnder Industriezweig angespro-
chen, der fiir die zukiinftige Energieversorgung der Gesell-

Ziele und Inhalte
der Fachtagung

schaft von groBer Bedeutung ist. Dariiber hinaus sollen natiir-
lich auch andere Industriezweige, wie z. B. die Halbleiterindus-
trie und die Pharmaindustrie als wichtige Anwendungsfelder
der Rontgenanalytik durch Vortrage und Poster vertreten sein.
Neben den Vertretern der Industrie, sowohl im Bereich der An-
wendung als auch der Herstellung von Rontgenanalytiksyste-
men und Komponenten, ist auch die Teilnahme von Fachkollegen
aus den Bereichen Forschung und Entwicklung mit interessan-
ten Ergebnissen herzlich willkommen. Die Fachtagung PRORA
war und bleibt ein Forum der Diskussion von Forschern, Ent-
wicklern, Gerate- und Komponentenherstellern sowie Anwen-
dern auf dem Gebiet der prozessnahen Rontgenanalytik. Auch
Studenten und Doktoranden der entsprechenden Fachrichtun-
gen sind wieder herzlich zur Teilnahme an der diesjahrigen
PRORA eingeladen.

Es wird um die Anmeldung von Beitrdgen bis zum 10. Septem-
ber 2009 gebeten. Das Programmkomitee behalt sich die Ein-
ordnung als Vortrag oder Poster vor, um ausreichend Platz fiir
Diskussionen zu schaffen. Die einzelnen Programmschwer-
punkte werden durch eingeladene Vortrage eingeleitet.

Fiir die Vorstellung der Arbeitsgruppe »Analytische Rontgen-
physik« von Frau Professor Birgit KanngieRRer, TU Berlin, ist ein
Satelliten-Workshop am Samstag, dem 28. November 2009,
vorgesehen.

Auf dem Workshop sollen der aktuelle Stand der Forschungsar-
beiten der Arbeitsgruppe und insbesondere der Ausbau des
»BLiX« (Berlin Laboratory for innovative X-ray technologies)
vorgestellt und diskutiert werden. Zudem wird es gentigend
Raum fiir die Planung und Anregung von neuen Projekten ge-
ben. Im Zusammenhang mit diesem Satelliten-Workshop wird
auch die Beratung des Stiftungsrats fiir die Stiftungsprofessur
stattfinden. Anmeldungen werden ebenfalls bis zum 10. Sep-
tember 2009 erbeten.

Folgende Schwerpunktthemen
sollen auf der Tagung behandelt werden:

Methodische Besonderheiten der Prozessanalytik

= Anforderungen an die Zuverlassigkeit von Geraten
= Steuer- und Auswertesoftware fiir die Prozessanalytik
m StrahlenschutzmaBnahmen fiir On-line Rontgenanalytik

Applikationen in der Industrie

m Prozessnahe Analytik fiir die Herstellung von Solarzellen
und in der Halbleiterindustrie

m Rontgenanalytik fiir die Nanotechnologie

= Kontaminationskontrolle in der Halbleiterindustrie

= Einsatz von Rontgenverfahren in der
Lebensmitteltechnologie

= Methodenkombination fiir die Sicherheitstechnik

Neue rontgenanalytische Methoden
(Forschungsvorlauf)

m Ultrakurzzeitrontgendiffraktometrie als Verfahren
fiir die Materialwissenschaft

= Rontgenmikroskopie

m Verfahren zur Diinnschichtanalytik, Partikelanalyse
und Grenzflachenanalytik (z. B. GISAXS — Grazing Incidence
Small Angle Scattering, SAXS, Rontgenrefraktometrie)

Neue Entwicklungen bei Komponenten
fiir rontgenanalytische Gerate

= Femtosekundenrontgenquellen fiir die zeitaufgeloste
Rontgenanalytik

= GroRflachige Detektionssysteme mit hoher
Orts- und Zeitauflosung

m Rontgenoptiken fiir verschiedene analytische Anwendungen



